	Структурный анализ конденсированных сред
(специалисты, VI семестр, зачет)


	

	Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД
	

	
	Проблема “Состав-структура-свойства твердых тел”. Дифракционный анализ – единственный метод определения атомной структуры вещества. Проблемы структурной физики наносистем, решаемые с помощью дифракционных методов.
	

	
	

	Тема 2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД
	

	
	Кристаллическое и аморфное вещество. Основные свойства кристаллов. Основы теории симметрии: понятие симметрии, преобразования пространства, основы теории групп, точечные группы, пространственные группы. Энантиоморфизм.
	

	
	

	Тема 3. ДИФРАКЦИОННЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИДЕАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛОВ
	

	
	Основы теории дифракции. Приближение кинематической теории дифракции. Геометрия дифракционной картины рассеяния кристаллом. Условия Лауэ. Основная задача дифракционного структурного анализа. Фазовая проблема и пути ее решения. Интенсивность спектра дифракционной решетки. Интерференционная функция и ее отображение в обратном пространстве.
	

	
	

	Тема 4. ИЗЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТРУКТУРНОМ АНАЛИЗЕ
	

	
	Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. Электроны. Нейтроны. Синхротронное излучение. Поглощение, дисперсия, преломление и эффект полного внешнего отражения. Атомная амплитуда рассеяния, длина и поперечное сечение рассеяния.
	

	
	

	Тема 5. ПРИМЕНЕНИЕ РЯДОВ ФУРЬЕ
	

	
	Дифракционный структурный анализ конденсированных сред как преобразование Фурье. Фурье-трансформанта конфигурации объектов. Фурье-трансформанта функций плотности: ядра, атома (атомная амплитуда). Фурье-трансформанта функций плотности: элементарной ячейки (структурная амплитуда), линейной цепочки. Лауэвская сумма.
	

	
	

	Тема 6. рассеяниЕ совокупностями атомов
	

	
	Интенсивность рассеяния регулярными и искаженными совокупностями атомов. Основная формула дифракционного структурного анализа. Множитель Лоренца. Множитель поглощения. Множитель повторяемости. Фактор Дебая-Валлера.
	

	
	

	Тема 7. МЕТОДЫ ДИФРАКЦИОННОГО СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА.
	

	
	Классификация экспериментальных методов. Метод Лауэ. Метод вращения. Метод поликристалла. Геометрия дифракционной картины кристалла: сфера Эвальда, уравнение Лауэ и формула Вульфа-Брэгга. Установление аморфности и кристалличности. Идентификация кристаллических веществ и рентгеновский фазовый анализ.
	

	
	

	Тема 8. ДИФРАКЦИОННЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛОВ.
	

	
	Структурные максимумы и диффузный фон. Тепловое диффузное рассеяние. Интенсивность рассеяния поликристаллом и мозаичным кристаллом. Рассеяние твердыми растворами. Структурные и сверхструктурные максимумы при наличии дальнего порядка. Вид дифракционной картины при наличии ближнего порядка. Линейный и квадратичный размерный эффект. Картина рассеяния для деформированного поликристаллического образца. Определение областей когерентного рассеяния. Рассеяние кристаллами с протяженными дефектами. Классификация дефектов по их влиянию на картину рассеяния.
	

	
	

	Тема 9. ДИФРАКЦИОННЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НЕКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
	

	
	Функция межатомных расстояний. Сферически симметричные системы: газ, жидкость, аморфные тела. Системы с цилиндрической симметрией: полимеры и жидкие кристаллы. Малоугловое рассеяние.
	

	
	

	Тема 10. ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ
	

	
	Специфика метода. Определение структур.
	

	
	

	Тема 11. НЕЙТРОНОГРАФИЯ
	

	
	Принципы и техника. Изучение атомной структуры. Изучение магнитной структуры.
	

	
	

	Тема 12. МЕССБАУЭРОГРАФИЯ
	

	
	

	Тема 13. ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
	

	
	Специфика синхротронных структурных исследований конденсированных сред. Изучение магнитной структуры
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